Nazev verejné
zakazky:

Systém pro 2D spektralni analyzu vad materiala

l. Oduvodnéni uéelnosti vefejné zakéazky dle ust. § 86 odst. 2 a § 156 odst. 1

pism. a) ZVZ

Popis potreb, které
maji byt splnénim
verejné zakézky
naplnény:

Popis pfredmétu
verejné zakézky:

Popis vzajemného
vztahu pfedmétu
verejné zakézky

a potfeb zadavatele:

Popis rizik
souvisejicich

s plnénim verejné
zakazky, ktera
zadavatel zohlednil pFi
stanoveni zadavacich
podminek:

Predpokladany termin
splnéni verejné
zakazky:

Popis alternativ
naplnéni planovaného
cile a zdtvodnéni

Tato verejnd zakézka ma zadavateli zajistit dodavku zatizeni umoZnujici 2D
spektralni analyzu povrchovych a podpovrchovych vad materidla

Systém pro 2D spektralni analyzu vad materiali s piisluSenstvim se sklada ze
zakladni sady pro 2D testovani obsahujici hardwarovy komunikaéni modul,
software pro spektralni testovani, ridici notebook a kalibra¢ni vzorky, dale z
analyzatoru zareni materidlu, sady budicich zdroji, systému pro zaznam
rychlych déju a prisluSenstvi pro uchyceni a manipulaci s mérenymi vzorky a
méficim vybavenim.

Systém pro 2D spektralni analyzu vad materialti umozni zadavateli realizovat
rozvoj a provadét analyzy v oblasti bezkontaktni spektrélni analyzy
povrchovych a podpovrchovych vad materidla, coZ je jednim z piedméta
ieSeni projektu CENTEM.

Pofizeni daného zatizeni je nutné pro splnéni milnika feSeni projektu
CENTEM, prodleni zpasobi nedodrzeni termind milniki. S potizenim
zatizeni nejsou predpokladany Zadné dalsi finan¢ni néklady.

fijen 2013

Pro nedestruktivni povrchovou a podpovrchovou analyzu vad materidla lze
vyuZzit, napt. RTG defektoskopii, ultrazvukovou defektoskopii, praSkové
metody a mnoho dalSich.

Zdavodnéni zvolené alternativy:

Metody pro analyzu vad materidla jsou vétSinou zameieny na konkrétni
skupinu uloh, maji sva omezeni a rizika (napt. bezpe¢nostni rizika v piipadé
RTG metod) a zpravidla vyZaduji vysoky stupen kvalifikace v daném oboru.
Zvoleny systém pro 2D spektrdlni analyzu vad materidla piedstavuje
komplexni systém pro analyzu vad materiala, ktery dopliuje a v nékterych
ptripadech prekryva moZnosti standardnich testovacich metod. Zadavatel




Popis toho, do jaké
miry ovlivni verejné
zakézka pInéni
planovaného cile:

JUDr. Daniel Volopich

o¢ekava jeho uplatnéni nejen v tradi¢nich technologiich, ale predevSim v
modernich technologiich (elektronika, solarni technologie apod.), kde je
vyuZziti standardnich defektoskopickych metod ¢asto komplikované a vyuZziti
predmétu zakazky se jevi jako vyhodnéjsi feSeni. Planovany systém a jeho
princip také navazuje a vychazi z piedchozich zkuSenosti pracovisté a umozni
efektivnéjsi feSeni dalSich Ukola a planovanych aktivit.

Na pracovisti zadavatele aktualn¢ neexistuje komplexni systém pro 2D
spektralni analyzu vad materialt ani jiny pokrocily systém pro analyzu vad
materialu. Pofizeni uvedeného zatizeni je tedy pro dosaZeni planovanych cilu
zasadni.
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